Stanoveni povrchovych vlastnosti (barva, lesk) materiali exponovanych za
podminek simulujici vnéjsi prostiredi v QUV panelu

Cile prace:

Cilem této prace je stanoveni optickych zmén povrchu vzorkti béhem dlouhodobych
zvétravacich testl v QUV panelu. Ukolem je stanovit zménu lesku a dale zménu barvy
exponovanych vzorku.

Teoretické zaklady:

Zvétravaji testy v QUV panelu

Béhem vystaveni materidlii povétrnostnim podminkdm (zejména UV zafeni) muze
dochazet k povrchovym zménam. V piipad¢ natéri se jedna o postupnou degradaci polymerni
matrice natéru, projevujici se nejprve ztratou lesku, dale barevnymi odchylkami a posléze
muize dojit k vyraznému poskozeni polymerniho pojiva projevujici se vypadavanim Castic
pigmentd a plniv. Timto natér ztraci svoji uzitnou funkci. Pfi formulovani natérti je snahou
vyrobcil témto nezadoucim jeviim predchazet (napi. ptidavkem UV absorbéri ¢i povrchovou
upravou pigmentd) a tim prodlouzit Zivotnost natérd. Jiny typ natérG piedstavuji tzv.
samocistici natéry, do kterych je mimo klasickych pigmentii a plniv pfidan i fotokatalyzator,
iniciujici po ozareni vznik reaktivnich ¢astic, schopnych oxidativné odbouravat znecistujici
latky. Takové to natéry si udrzuji stale svlij vzhled a nejsou nachylné k zaSpinéni. Pfi
formulaci takovych to natér je tfeba nalézt kompromis mezi fotokatalytickou aktivitou a
stabilitou natéri s cilem nalezeni optimalni fotokatalytické aktivity a piijatelné zivotnosti
natéru.

Pro relativni predikci odolnosti materiald viici povétrnostnim vliviim slouzi QUV panel. Je
vybaven UV zéfivkami, tryskami s vodou a je schopen zrychlen¢ simulovat slune¢ni zatreni
véetné UV slozky, déste a kondenzace vodni pary. Schéma QUV panelu je zobrazeno na
Obr 1.
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Méieni lesku:

Stupen lesku lze definovat jako pomér mezi intenzitou dopadajiciho zafeni a zafeni
odrazeného. V ptipad€ lesklych povrchli se dopadajici svétlo z daného predmétu odrazi
v jednom sméru. Méfeni lesku je zalozeno na méteni intenzity odrazeného zateni podél rizné
geometrie (u vEétSiny pienosnych piistroju je geometrie nastavitelna na hodnoty 20°, 60° a 85°)
viz obr. 2. Stupen lesku byva vyjadfovan v jednotkdch lesku (GU). Hodnota 100 GU
odpovida standardu z ¢erného lesklého skla o indexu lomu 1,567. Hodnoty GU tedy nejsou

v procentech. V pfipadé¢ méfeni vysoce lesklych materidlu s vy$§im indexem lomu nez
sklenény standard je moZno dosahnout hodnoty GU az 2000.



Obr. 2

Pro bézné uziti je doporuceno uzit geometrii 60°, kterd by méla poskytovat hodnoty lesku
od 10-70 GU. Pokud ptesahuje lesk 70 GU je doporuceno uzit geometrii 20° a naopak pokud
v ptipad¢ matnych povrchu s leskem nizs$i nez 10GU je vhodné pouzit geometrii 85°.

Meéieni barevnosti

K popisu barvy lze uzit tfi parametrt, ktery ji definuji. Je to odstin sytost a jas. Odstin
(barevny toén) je ptirovnani barvy k nékteré ze spektralnich barev (modra, zelena, Zluta a
cervena). Sytost nebo téz Cistota barvy vyjadiuje relativni podil intenzity svétla v dané oblasti
spektra proti celkové intenzité. Nejveétsi Cistotu maji barvy monochromatické t.j takové jejiz
zéfeni je vyvoldno pouze zafenim jedné vinové délky). Jas vyjadifuje mnozstvi svétla
odraZeného vzorkem.

Jelikoz barvu popisuji tfi parametry lze barvu popsat jako bod v barevném prostoru. V
praxi nejpouzivangj$im barevnym prostorem je CIELAB L*a*b*, ktery byl vroce 1976
navrzen Mezinarodni komisi pro osvétleni. Pravouhly soufadnicovy systém vyobrazen na obr.
4 je tvofen tifemi osami. Osou nepestrosti (osa jasu) s oznaCenim L* a dale dvémi osami
zelenocervenou (oznaceni a*) a modrozlutou (oznaceni b*). V primyslu natérovych hmot
neni dalezité znat presnou soutradnici barvy daného vzorku, ale zajimava bude spiSe odchylka
od urcitého barevného standardu. Napt. porovnani vzorku vyrobeného natéru se vzornikem
barev RAL. Barevnou diferenci je mozno vyjadfit pomoci odchylky AE. Parametr AE je
definovan na zdklad¢ diferenci mezi jednotlivymi soufadnicemi porovnavanych parametra.
Parametr AE je mozZzno spocist na zdklad¢ vztahu 1 a vyjadifuje nejkrat$i vzdalenost mezi
soufadnicemi standardu a vzorku v barevném prostoru. Dil¢i odchylky AL*, Aa* Ab* lze
vyjadfit jako rozdil dané soutfadnice barevného standardu a vzorku Pokud je AE mensi nez 1
je barevna zména zanedbatelnd. Konkrétni odchylka je vyjadfena v barveném prostoru kouli
¢i elipsoidem. Bod (barva daného vzorku) ktery nalezi do tolerancni elipsy znaci, ze je
barevna diference pouhym okem nepostfehnutelna a tudiz povazovéna za zanedbatelnou.
Ptiklad znazornéni tolerancni elipsy v barevném prostoru je znazornéna na obr. 3. Barevny
prostor je zde pro piehlednost zndzornén pouze dvojrozmérné (osa jasu neni znazornéna). Ze
schématu plyne, ze vzorky cislo 5, 13 a 9 jsou pfijateln¢ vzdaleny od barevného standardu.
Naproti tomu, vzorek ¢.2 ma zlutéjsi odstin nez standard a ostatni vzorky maji odstin
zbarveny vice do Cervena.
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Obr. 3
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Meéfeni barevnosti je provadéno na odrazovém spektrofotometru, kdy se mérnd hlavice
piistroje umisti do kontaktu s méfenym povrchem. Svételny zdroj pfistroje ozafi vyméfené
mérné pole a fotodetektor poté vyhodnoti mnozstvi odrazeného svétla. Vyhodnocovani
probihd po celém rozsahu vinovych délek (400-700 nm) v 10 nm intervalech. Tim dojde
k stanoveni tzv. remisni kiivky (nékteré vinové délky jsou odrazeny predmétem vice a nékteré
vlnové délky naopak pohlcuje). Remisni kiivka je pro danou barvu charakteristicka. Podle
naprogramovanych algoritmi se tato remisni kfivka pievede na jednotlivé soufadnice
v barevném prostoru a na odchylku AE.

Spektralni pristroje pro méfeni barevnosti se 1iSi podle geometrie méfeni. RozliSuji se
ptistroje s geometrii 45°/0° (obr. 5), kde svétleny paprsek dopada na povrch pod thlem 45° a
snima se svétlo odrazené pod uhlem 0° Pfi pouziti tohoto typu geometrie bude vysledek
ovliviiovan intenzitou lesku nebo strukturou povrchu podobné jako pii vizualnim hodnocenim
barvy. Takze takova to geometrie neni vhodna pro méfeni lesklych povrchii, nebot’ se odrazi
vice svétla pod uthlem 45° a do detektoru se dostane svétla méné. Druhy typ geometrie
vyuziva difizné rozptylené svétlo a méfti se svétlo odrazené pod uhlem 8° (obr. 6)od kolmice
povrchu. Diflizni geometrie (oznaceni d/8°) je vhodna tam, kde je tfeba méfit pigmentaci
natérii bez ohledu na jejich lesk ¢i strukturu. Pfistroj s diftizni geometrii bude uzit i pro toto
laboratorni cvi€eni konkrétné méfeni bude provadéno na pfistroji MiniScan EZ (vyrobce
Hunterlab)
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Obr. 6

I'Jkoly:
1) Stanovit lesk dodanych vzorkli exponovanych v QUV panelu pro rizné¢ geometrie
meéfeni 85°, 60° a 25°.
2) Stanovit barevné posuny vzorkl od standardi, stanovit parametr AE Dle uspotradani
mefenych boda v barevném prostoru usoudit do jakého odstinu jsou vzorky béhem
expozice v QUV zbarvovany.



